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EMT901 - Caracterizacéo de Superficies e I nterfaces

Andlise e Caracterizacdo de Materiais, Interfaces e Recobrimentos, Métodos de
Caracterizacdo e Andlise, Métodos de Imagem, Microscopia Optica e eletronica,
Microscopia de Forca Atdmica, Métodos Espectroscopicos, Espectroscopia eletronica,
Vibracional e Rotacional, Técnicas de andlise de superficies, Aplicaces das Técnicas de
Andlise de Superficies e Interfaces, Andlise de Falha e Defeitos, Processos
Fisico-Quimicos.
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